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摘要(译)

一种液晶显示器的测试方法，其包含形成多个芯片放置区于一玻璃基板
上，该多个芯片放置区包含多个数据连接端。于相邻二芯片放置区之间
形成多条信号导线，该多条信号导线是连接于该相邻二芯片放置区的该
多个数据连接端。于该多个芯片放置区的每一芯片放置区之中形成测量
线路，该测量线路是连接该多个数据连接端的预设数目的数据连接端。
测量该多个芯片放置区的二芯片放置区的测量线路，以获得电性参数
值。
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